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Exercice 6.1
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g)at(]} Exercice E6.1: @ ﬁg

diode p™/n-, passante

En mode passant, le courant dans la jonction est-il dominé
par des électrons ou par des trous ?
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Courants dominants dans
)
J a‘(B une diode P™ N-

Augmentation du dopage P

Courant de trous Courant d’¢lectrons
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6.1: Diode p™/n- «déaley»:
07 p
PUR mode reverse

Constant

Diminue
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6.1: Diode p"/n- «déaley
o b
PUB mode passant

Pt N PPt N Pt N

P.A. Besse, EPFL Ch.6, p.8, “Solutions” Composants semi-conducteurs, 2025



6.1: Diode p"/n- «idéale»
PUSB P
mode passant

2 2
J = gD, - J = gD, L
S,p s,n
L , N 5 L N Ap
Constant Diminue
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Exercice 6.2
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295 Motivation

PN diode PNP- bipolar transistor
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6.2: Jonctions courtes

Concentration des minoritaires

Courant pour L>>L,_1

> P
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Comparaison avec
des diodes passantes

Diode PN courte sur un coté

Diode PN longue
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Diode PN courte sur deux cotés
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Exercice 6.
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P-Si

Exercice E6.3: Tension de built-in (1)

N-S1
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PUSB Exercice E6.3: Tension de built-in (2)

S1 d, augmente:

Q tQ -V, reste constant
\ - La courbure (donc les charges) diminuent
M M - Le champ ¢lectrique diminue
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PUSB Exercice E6.3: Tension de built-in (3)

* La tension est constante sur la capa (= V,))
* Les charges varient avec la distance Ad(w)

|

Il faut apporter et extraire périodiquement
ces charges
—> Cela géneére un courant dans 1I’ampéremeétre
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2R Exercice E6.3: Tension de built-in (4)

Ad(@) Voir: «Electrochimie physique et analytique», H. Girault
M M
R
ZR A Ky _[ ______________________
~ Z T """""
7 —_ Xs
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Aill_ B ( Eg
1 S 1 I A
— Vi y > V .
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I(w) d,

Il n’y a pas de tension, donc pas de charge sur la capacité, le courant disparait
En déterminant la tension externe Vi qui annule le courant, on mesure V.
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2R Exercice E6.3: Kelvin Probe

! vibrateur
Cu

Cn Li B

| == i |

s - G2

F 2T

Déterminer le potentiel Volta

Hubert Girault, «Electrochimie physique et analytique», PPUR, p. 32-33
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Kelvin Probe Force Microsco
() Py

PN-illIlCtiOIl Lazer .
Y. Rosenwaks et al., «Nanoscale electronic measurements of
semiconductors using kelvin probe force microscopy” in
Photedetector Scanning Probe Microscopy: Characterization,
AC signal . Nanofabrication and Device Application of Functional
DC sigmal M C_;’::l“ o Materials, Kluwer Academic Publishers
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